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. KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: SYSTEMY POMIAROWE W LABVIEW
Kod przedmiotu: Apl

Jednostka prowadzaca: Wydziat Mechaniczno-Elektryczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka

Specjalnosc¢: Komputerowe wspomaganie automatyki i robotyki
Modut: Modut programowania

Poziom studiéw: Il stopnia

Forma studiow: niestacjonarne

Semestr studiow: I, I

Profil: ogolnoakademicki

Prowadzacy: dr inz. Grzegorz Grzeczka

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentéw z mozliwo$ciami wykorzystania Srodowiska programistycznego LabView do
tworzenia komputerowych systeméw pomiarowych

Zapoznanie z paletg funkcji analizy sygnatéw, przetwarzania sygnatéw, projektowania uktadéw
pomiarowych, sterowania i symulacji, programowaniem systeméw czasu rzeczywistego i
programowalnych uktadéw logicznych (FPGA).

Zapoznanie z mozliwosciami tworzenia komputerowych systeméw pomiarowych z wykorzystaniem
platform myRIO, myDAQ, Compact RIO i Compact DAQ
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Znajomos¢ podstawowych zagadanien z metrologii i systeméw pomiarowych
Umiejetnosé algorytmizacji zadan systeméw pomiarowych
Dobra znajomos¢ programowania z wykorzystaniem LabVIEW

Umiejetnos¢ obstugi komputera z systemem Windows

EFEKTY KSZTALCENIA
Student posiada wiedze z zakresu projektowania systeméw pomiarowych wspomaganych komputerowo

Student ma wiedze na temat tworzenia wirtualnych przyrzgdéw pomiarowych z wykorzystaniem
Srodowiska LabVIEW oraz tworzenia komputerowych systeméw pomiarowych

Student ma wiedzeg z zakresu mozliwo$ci zastosowania wspoétczesnych elementéw, urzadzenh i
podsysteméw wchodzacych w sktad komputerowych systeméw pomiarowych

Potrafi zaprojektowac¢ i zbudowaé komputerowy system pomiarowy na potrzebe pomiaru elektrycznych i
nieelektrycznych wielkosci fizycznych z wykorzystaniem srodowiska LabView

TRESCI PROGRAMOWE

WYKLADY Liczba
godzin
Zajecia wprowadzajgce - organizacja zajeé 1

Podstawowe definicje komputerowych systemoéw pomiarowych

Karty pomiarowe C-series oraz moduty Compact DAQ i myDAQ w systemach pomiarowych
Platforma Compact RIO i my RIO w systemach pomiarowych

Paleta funkcji Measurement I/O

Narzedzie do generowania raportu (palet: Report Generation)

Przetwarzanie sygnatu - paleta Signal Processing
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Paleta funkcji "Real Time" i FPGA Inerface

Razem 10
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Zaliczenie - 2 semestr 2
Zaliczenie - 3 semestr 2
Razem 4

ZAJECIA LABORATORYJNE

Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o platforme compact DAQ i myDAQ
Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o plattorme Compact RIO i myRIO
Wykorzystanie funkcji do zautomatyzowanego tworzenia raportow z pomiaréw

Wykorzystanie funkcji do przetwarzania i analizy pomiaréw
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Komunikacja z zewnetrznymi uktadami i przyrzgdami pomiarowymi

Razem 22

NARZEDZIA DYDAKTYCZNE
Komputer/notebook z oprogramowaniem LabView

Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem dydaktycznym
Notebook z projektorem
Platformy Compact DAQ, Compact RIO, myRIO, myDAQ

SPOSOBY OCENY
FORMUJACA
Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych EK1-EK4
Wykonanie indywidualnego projektu EK1-EK4
PODSUMOWUJACA
Prezentacja wtasnego zadania projektowego EK1-EK4

OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

Forma aktywnosci Srednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci
semestr Il ] razem

udziat w wyktadach 10 10 20
udziat w ¢wiczeniach 2 2 4
udziat w zajeciach laboratoryjnych 10 10 20
Konsultacje 5 5 10
Przygotowanie do wyktadow i laboratoriow 15 15 30
Czytanie wskazanej literatury 5 5 10
Samodzielne opracowanie projektu 10 10 20
SUMA GODZIN W SEMESTRZE 57 57 114
PUNKTY ECTS W SEMESTRZE 2 2 4

LITERATURA

PODSTAWOWA

Chrusciel M., LabVIEW w praktyce, Wydawnictwo BTC, 2008.
Ttaczata W.: Srodowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Warszawa 2017
http://ni.com

Swisulski D. : Komputerowa technika pomiarowa: Oprogramowanie wirtualnych przyrzadéw pomiarowych
w LabView, Warszawa 2005

Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe, WKit, Warszawa 2002
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Formy oceny

Efekt

Na ocene 2

Na ocene 3

Na ocene 4

Na ocene 5

EK2

Student ma wiedze na temat tworzenia wirtualnych przyrzgddw pomiarowych z wykorzystaniem srodowiska LabVIEW oraz tworzenia komputerowych systemow

pomiarowych

Posiada znacznie ograniczong wiedze
na temat tworzenia wirtualnych
przyrzadow pomiarowych w Srodowisku
LabView, nie potrafi poprawnie
zdefiniowac pojecia "komputerowy
system pomiarowy, nie zna jego
podstawowych elementéw sktadowych.

Posiada wiedze ba temat zasad
tworzenia wirtualnych przyrzadéw
pomiarowych, potrafi poprawnie
zdefiniowaé pojecie "komputerowy
system pomiarowy".

Posiada wiedze ba temat zasad
tworzenia wirtualnych przyrzadéw
pomiarowych, potrafi poprawnie
zdefiniowaé pojecie "komputerowy
system pomiarowy", zna i potrafi
scharakteryzowaé podstawowe elementy
sktadowe komputerowego systemu
pomiarowego.

Posiada wiedze ba temat zasad
tworzenia wirtualnych przyrzadéw
pomiarowych, potrafi poprawnie
zdefiniowaé pojecie "komputerowy
system pomiarowy", zna i potrafi
scharakteryzowaé podstawowe elementy
sktadowe komputerowego systemu
pomiarowego, posiada wiedze nt. zasad
doboru elementéw ztozonego systemu
pomiarowego.

EK3

Student ma wiedze z zakresu mozliwosci zastosowania wspoéfczesnych elementéw, urzgdzen i podsysteméw wchodzgcych w sktad komputerowych systemow

pomiarowych

Zna podstawowe elementy
komputerowych systeméw pomiarowych
lecz nie potrafi poprawnie ich
zdefiniowac oraz okresli¢ ich
przeznaczenia.

Zna podstawowe elementy
komputerowych systeméw pomiarowych
potrafi poprawnie je zdefiniowac oraz
okresli¢ ich przeznaczenie.

Zna podstawowe elementy
komputerowych systeméw pomiarowych
potrafi poprawnie je zdefiniowac oraz
okresli¢ ich przeznaczenie w
komputerowym systemie pomiarowym,
zna zasady doboru tych elementéw.

Zna podstawowe elementy
komputerowych systeméw pomiarowych
potrafi poprawnie je zdefiniowac oraz
okresli¢ ich przeznaczenie w
komputerowym systemie pomiarowym,
zna zasady doboru tych elementéw oraz
potrafi oceni¢ poprawnosc
funkcjonowania catego systemu oraz
wskazaé miejsca w systemie ktére nie
funkcjonuja prawidtowo.

EK1

Student posiada wiedze z zakresu projektowania systemow pomiarowych wspomaganych komputerowo

Student nie zna zasad z zakresu
projektowania komputerowych systeméw
pomiarowych.

Student zna zasady projektowania
komputerowych systeméw pomiarowych.

Student zna zasady projektowania
komputerowych systemoéw pomiarowych
jak i poszczegolnych blokéw
funkcjonalnych systeméw pomiarowych.

Student zna zasady projektowania
komputerowych systeméw pomiarowych
jak i jego poszczegdblinych blokéw oraz
posiada wiedze nt. zasad akwizycji
danych i ich przetwarzania.




EK4

Potrafi zaprojektowac i zbudowac komputerowy system pomiarowy na potrzebe pomiaru elektrycznych i nieelekirycznych wielkosci fizycznych z wykorzystaniem

Srodowiska LabView

Nie potrafi zaprojektowac
komputerowego systemu pomiarowego

Potrafi wykona¢ projekt komputerowego
systemu pomiarowego, dobraé¢ do niego
odpowiednie elementy.

Potrafi wykonac projekt komputerowego

systemu pomiarowego, dobra¢ do niego

odpowiednie elementy, zintegrowac je w
jedne funkcjonujgcy system.

Potrafi wykona¢ projekt komputerowego
systemu pomiarowego, dobraé do niego
odpowiednie elementy, zintegrowaé je w
jedne funkcjonujacy system, dokonac¢
krytycznej oceny poprawnosci jego
funkcjonowania oraz wykona¢ jego
ulepszenia.




